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W otaczajacym nas $wiecie bytuje niewyobrazalna liczba bakterii, ktore posiadajg zdolno$¢ do
przylegania do wielu znanych cztowiekowi powierzchni. W zaleznosci od miejsca rozwoju biofilmu, proces
ten moze by¢ pozadany lub niekorzystny. W medycynie jak i w przemysle podejmuje si¢ réznego rodzaju
dziatania ograniczajace przylegania mikroorganizméw do powierzchni réznych materiatow, jak i wdraza
metody skutecznego usuwania biofilmow. Nawet pozostate, martwe komorki sg czynnikiem niekorzystnym.

Celem prowadzonych badan begdzie poznanie mechanizméw przylegania bakterii do rdéznych
powierzchni, okre$lenie roli sit bocznych w procesie odrywania komodrek oraz zbadanie wplywu
antybiotykow na te procesy. Do tego celu zostanie wykorzystany mikroskop sit atomowych (AFM). To
wszechstronne narz¢dzie pozwala na obrazowanie bardzo malych obiektow i badanie ich wlasciwosci
nanomechanicznych. Zasada jego dziatania opiera si¢ na wykonywaniu skanowania ostrzem po powierzchni,
natomiast stosowna aparatura zbiera informacje o zaburzeniach w ruchu igly. Sondy, ktore planujemy
wykorzysta¢ maja dlugos¢ okoto 200 mikrometrow, za$ ostrze, ktorym sa zwienczone, ma $rednice ok. 20
nanometréw. Rejestracja tak matych ruchow jest mozliwa dzigki detekcji odbitego od igly $wiatta lasera, a
przy pomocy wyrafinowanych technik pomiarowych wychylenie plamki lasera i skanera przeliczane jest na
jednostki sity, czy dtugosci. Przy pomocy AFM chcemy zbada¢ m.in. sity konieczne do oderwania komorek i
biofilmu od powierzchni ré6znych materiatéw a takze okresli¢ wplywu substancji antybakteryjnych na ten
proces. Ponadto w do$wiadczeniach uwzglgdnimy pomiar sit adhezji (pionowych) oraz tarcia (lateralnych)
(Rys. 1) na powierzchni komoérek Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, r6znigcych si¢ budowa
powierzchniowych warstw.

Rysunek 1. Badanie sit adhezji (A) oraz tarcia (B) na
powierzchni bakterii przy pomocy sondy AFM



